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NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

MustergréBe (mm):
200 x 355
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Gréfle (mm):
240 x395

Optische Eigenschaften

Substrat: [
Photo Paper
Vergroferung:
1X
Sensor
Kontrast:
40:1 typical

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformitatszertifikat:

Anzeigen
Reach 235:

Konform

Produktdetails

Entspricht dem ISO 12233 Standard

o Bietet Aufilésungskalibrierung tber das gesamte Bildfeld

e Passend fur SM- und Farbkameras mit digitalem oder analogen Videosignal

e Drei GrofRen verfugbar

Diese Testbilder wurden entwickelt, um die Aufiésung von digitalen Fotokameras zu bestimmen und entsprechen dem ISO 12233 Standard. Passend fur S\W- und Farbkameras mit digitalem oder analogem Ausgang. Das
Testbild kann zur Messung der visuellen Aufldésung und Grenzauflésung verwendet werden und bietet eine einfache Moglichkeit den Ortsfrequenzgang (SFR) zu messen. Das Testbild bietet eine LW/PH (Linienbreite pro Bildhéhe)
von 100 bis 2000: Dies entspricht einer feinsten Struktur von 0,1 mm. AuRerdem bietet es schrége Linien, Balken, Quadrate und Messfelder mit Mustern zur Feststellung von Bildkompressionsartefakten. Das Testbild wird in drei
Grofen angeboten, passend fiir viele Kameras und Objektive.

Das 1xund 2x erweiterte Digitalkamera-Testbild basiert auf dem ISO-12233 Testbild und bietet zusatzdiche Muster und Testbilder. Es kann eingesetzt werden, um die Auflésung im Auflicht zu bestimmen und die
Abbildungscharakteristika von digitalen Fotokameras zu messen.

Elemente auf dem Testbild:

e Schwarzer Rand, um Flache mit Elementen zu definieren

o Mttiger Bereich mit doppelter Frequenz zur Fokussierung

o Hyperbolische Keile mit 100-600 LVW/PH und 500-2000 LW/PH zur Messung von horizontaler und vertikaler visueller Aufilésung in Mtte und Ecken
o Rechteckmuster mit 100-1000 Linien zur Messung von vertikaler und horizontaler Grenzfrequenz

e Leicht verkippte (5 Grad), grof3e, schwarze Balken zur Messung von mittiger horizontaler und vertikaler SFR

o Um 45 Grad verkippte diagonale schwarze Quadrate zur Messung der diagonalen SFR

o Leicht verkippte kleine schwarze Quadrate zur Messung von vertikaler und horizontaler SFR in extremen Ecken des Bildfeldes
o Leicht verkippte H-férmige Balken zur Messung der SFR an weit entfernten Bildseiten

e Leicht verkippte quadratische Muster zur Bestimmung des horizontalen und vertikalen Aliasing-Verhéltnisses

o Leicht verkippte diinne, lange, vertikale und horizontale Linie zur Uberpriifung der Scannerlinearitat

e Kurze, schwarze Linien mit 100-1000 LW/PH zur Bestimmung der vertikalen und horizontalen Pulsantwort

o Kreis mit Kreuzund Xzur Beobachtung von Nichtlinearitdt beim Scanner

o Schachbrettmuster zum Test von Bildkompressionsartefakten

Zusitzlich zu den 1ISO-12233 Mustern bietet das erweiterte Digitalkamera-Testbild:

o Enweiterter Aufilésungsbereich - in der Mtte kdnnen bis zu 4000 LW/PH und in den Ecken bis zu 2000 LW/PH gemessen werden
e Zwei Sternsektoren

e Dunkelgraue (8% R), um 5° verkippte Quadrate auf mittelgrauem Hintergrund (32% R) zur SFR Analyse bei reduziertem Kontrast
e Um 5° verkippter Balken (5 x30mm) fur das 1x Testbild

e Kurze schwarze Linien (Rechteckmuster) mit 1200 bis 3000 LW/PH

o Leicht verkippte kurze schwarze Linien (verkipptes Rechteckmuster) mit 1200 bis 3000 LW/PH
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